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EMENTA: 

Introdução às principais técnicas de caracterização de materiais. Métodos de análise da 
composição química, estrutura, morfologia e propriedades ópticas, térmicas, mecânicas, 
elétricas e magnéticas. Princípios físicos, instrumentação e aplicações das técnicas em 
diferentes materiais. Comparação entre técnicas, limitações e escolha apropriada para cada 
tipo de análise. 

 

 
PROGRAMA 

1. Introdução à Caracterização de Materiais 
2. Técnicas para Análise da Composição Química 
3. Técnicas para Análise Estrutural 
4. Técnicas para Análise da Morfologia e Textura 
5. Técnicas para Caracterização de Propriedades Ópticas 
6. Técnicas para Caracterização de Propriedades Térmicas 
7. Técnicas para Caracterização de Propriedades Mecânicas 
8. Técnicas para Caracterização de Propriedades Elétricas e Magnéticas 
9. Técnicas para Separação e Quantificação de Componentes 
10. Comparação entre Técnicas 
11. Estudos de Casos 
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